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KARTA PRZEDMIOTU 
 

1) Nazwa przedmiotu:       Metody eksperymentalne fizyki 
 

2) Kod przedmiotu: 
FT-Isp-20/6 

3) Karta przedmiotu wa na od roku akademickiego: 2017/2018 
 
4) Forma kszta cenia: studia stacjonarne 
 
5) Poziom kszta cenia: studia I stopnia 
 
6) Kierunek studiów: FIZYKA TECHNICZNA 
  
7) Profil studiów: praktyczny 
 
8) Specjalno : -  
 
9) Semestr: 6 
 
10) Jednostka prowadz ca przedmiot: Instytut Fizyki CND 

 
11) Prowadz cy przedmiot: dr hab. in . Bogus awa Adamowicz, prof. nzw. Pol. l. 
 
12) Przynale no  do grupy przedmiotów: podstawowe i kierunkowe 
 

13) Status przedmiotu: obowi zkowy 
  

14) J zyk prowadzenia zaj : angielski 
 
15) Przedmioty wprowadzaj ce oraz wymagania wst pne:  
16) Cel przedmiotu: Przekazanie podstawowych informacji o metodach badawczych opartych na zjawiskach 

fizycznych i powszechnie wykorzystywanych w ró nych dziedzinach nauki i techniki. Student powinien uzyska  
wiedz  o podstawowych metodach badania materii, tj. jej struktury, sk adu chemicznego, w a ciwo ci 
elektronowych i magnetycznych. W efekcie student powinien potrafi  wskaza  metody, które mog  by  przydatne 
przy rozwi zywaniu konkretnych problemów zwi zanych z badaniem wybranych w a ciwo ci materia ów, zna  ich 
mo liwo ci i ograniczenia. 

17) Efekty kszta cenia:1  

Nr Opis efektu kszta cenia Metoda sprawdzenia efektu 
kszta cenia 

Forma 
prowadzenia 

zaj  

Odniesienie do 
efektów dla 

kierunku studiów
1. Student zna podstawowe metody badania struktury i 

sk adu chemicznego powierzchni cia a sta ego 
Sprawdzian pisemny wyk ad K1P_W12+++ 

K1P_W13+ 
2. Student zna zasad  dzia ania i mo liwo ci badawcze 

spektrometru fotoelektronów i elektronów Augera 
Sprawdzian pisemny wyk ad K1P_W12+++ 

K1P_W13+ 
K1P_W18+++

K1P_W19+ 
3. Student zna podstawy pomiaru metod  

fotoluminescencji i katodoluminescencji oraz metodami 
fotoelektrycznymi 

Sprawdzian pisemny wyk ad K1P_W12+++ 
K1P_W13+ 

K1P_W18+++
K1P_W19+

                                                           
1 nale y wskaza  ok. 5 – 8 efektów kszta cenia 
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4. Student zna podstawowe metody bada  w a ciwo ci 
elektrycznych cia  sta ych 

Sprawdzian pisemny wyk ad K1P_W12+++ 
K1P_W13+ 

K1P_W18+++
K1P_W19+

5. Student zna podstawy pomiarów metod  
magnetycznego rezonansu j drowego i elektronowego 

Sprawdzian pisemny wyk ad K1P_W12+++ 
K1P_W13+ 

K1P_W18+++
K1P_W19+

6. Student potrafi przygotowa  opis i przedstawi  
wybran  metod  pomiaru oraz przeanalizowa  jej 
mo liwo ci i ograniczenia. 

Prezentacja ustna seminarium K1P_U02+++ 
K1P_U03++ 
K1P_U12++ 
K1P_U13++ 
K1P_U14+ 

K1P_U15++ 
K1P_U16+++

7. Student potrafi wspó pracowa  w grupie przy analizie 
literatury dotycz cej aparatury pomiarowej. 

Prezentacja ustna seminarium K1P_K01++ 
K1P_K02+++

18) Formy zaj  dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) 
 Wyk ad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 
 30 - - – 30 
 Tre ci kszta cenia: (oddzielnie dla ka dej z form zaj  dydaktycznych W./ w./L./P./Sem.) 
Wyk ad 
Spektroskopia fotoelektronowa dla celów analizy chemicznej powierzchni cia a sta ego. Spektroskopia elektronów 
Augera. Spektroskopia jonów rozpraszanych. Spektroskopia masowa jonów wtórnych. 
Spektrometria fotoelektronów i fotoemisja odwrotna. Spektrometria strat energii. 
Analiza fluorescencyjna. Detekcja i analiza charakterystycznego promieniowania X. Metody pomiaru oparte na analizie 
fluorescencyjnej. Spektroskopia Mössbauera. 
Fotoluminescencja. Spektroskopia czasowo rozdzielcza. Analiza widm. Katodoluminescencja. Fotoodbicie. 
Fotonapi cie powierzchniowe. Fotoprzewodnictwo. 
Generacja i detekcja ultrad wi ków. Pomiary pr dko ci i t umienia ultrad wi ków. Defektoskopia ultrad wi kowa i 
obrazowanie. Mikroskopia akustyczna.  
Metody pomiaru oporu elektrycznego: mostkowe, dwu- i czterokontaktowe. Bezkontaktowe metody pomiaru oporu 
elektrycznego. Pomiar masy efektywnej i ruchliwo ci no ników. Metoda van der Pauwa. Pomiary ruchliwo ci.  
Kwantowy efekt Halla. Spektroskopia kontaktu punktowego.  
Spektroskopia dielektryczna – podstawy teoretyczne, metody pomiarowe i przyk ady zastosowa . Spektroskopia 
impedancyjna. Wielko ci mierzone w spektroskopii impedancyjnej i ich zwi zki. Podstawowe uk ady pomiarowe. 
Sposoby prezentacji i metody analizy wyników pomiarów. 
Nadprzewodnictwo. Z cze Josephsona. Nadprzewodz cy interferometr kwantowy. 
J drowy rezonans magnetyczny. J drowy rezonans kwadrupolowy. Elektronowy rezonans paramagnetyczny. Rezonans 
ferro- i antyferromagnetyczny. 
Otrzymywanie niskich temperatur. Mierniki temperatury. 
Seminarium 
Prezentacja wybranych rozwi za  aparaturowych zwi zanych z wykorzystaniem metod pomiarowych omawianych w 
ramach wyk adu. 

 
19) Egzamin: tak 
 

20) Literatura podstawowa: 
    A. Ole , Metody do wiadczalne fizyki cia a sta ego, WNT, Warszawa 1998. 

M. Nowak, Wybrane zagadnienia z fizyki technicznej, Wydawnictwo Politechniki l skiej, Gliwice 1997 
21) Literatura uzupe niaj ca: 

D. K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, J. Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 
2006 

22) Nak ad pracy studenta potrzebny do osi gni cia efektów kszta cenia 

Lp. Forma zaj  Liczba godzin 
kontaktowych / pracy studenta 
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1. Wyk ady 30 / 20 przygotowanie do sprawdzianów pisemnych (20 h) 

2. wiczenia  

3. Laboratorium  

4. Projekt  

5. Seminarium 30 / 35 przygotowanie prezentacji (35 h) 

6. Inne 5 / 5 konsultacje / przygotowanie do konsultacji 

 Suma godzin: 65 / 60 
 
 

23. Suma wszystkich godzin:  
 

125 
24. Liczba punktów ECTS: 
 

5 

25. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zaj ciach z bezpo rednim udzia em 
nauczyciela akademickiego:  

 
2 

26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zaj ciach o charakterze praktycznym 
(laboratoria, projekty, wiczenia):  

 
 

27. Uwagi:   
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